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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки, усвоенных студентом знаний; получение информации о характеристике познавательной деятельности студента; эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Это важная составляющая учебного процесса, итог самостоятельной работы студента над учебным материалом, а так же средство самоконтроля.

Контрольная работа должна носить самостоятельный характер. Самостоятельность выполнения работы способствует углубленному изучению 

дисциплины, вырабатывают умение обобщать изучаемый материал, анализировать и аргументировать выводы, позволяет точно и грамотно излагать свои мысли.

К выполнению контрольной работы студентам рекомендуется приступить после усвоения всех тем программы. При выполнении работы целесообразно руководствоваться нормативными документами, основной, дополнительной литературой, указанными в программе, перечень которых приложен к вариантам контрольной работы. Переписывание целиком текста из учебника и других литературных источников не допускается. Содержание работы следует излагать самостоятельно, логически и последовательно. Так как контрольная работа выполняется в форме реферата, то оформление должно соответствовать требованиям к печатным работам. Письменная контрольная работа оформляется обучающимся в печатном виде, на листах формата А4 с полями. Текст контрольной работы следует печатать, соблюдая следующие требования:

· поля: левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;

· шрифт размером 14 Times New Roman;

· межстрочный интервал – полуторный;

· отступ красной строки – 1,25; 

· выравнивание основного текста по ширине.

· ссылки на использованные источники и т.п.  

Титульный лист письменной домашней контрольной работы оформляется в соответствии с Приложением 1.  


Работа должна быть оформлена грамотно и быть читаемой. Перед каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. Ответ на новый вопрос необходимо начинать с начала страницы.

 
В конце работы приводится список использованной литературы (указывается фамилия автора, полное наименование учебника, учебного пособия, брошюры, журнала, газеты, место издательства, издательство, год издания – пример оформления смотреть в данных методических указаниях); затем следует подпись студента и дата выполнения работы. Для рецензии преподавателя оставляют два чистых листа.


Домашняя контрольная работа. Выполненная работа представляется в учебное заведение не позднее, чем за 2 недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Студент, получивший контрольную работу с положительной оценкой знакомится с рецензией и с учетом замечаний преподавателя дорабатывает отдельные вопросы с целью углубления своих знаний. Незачтенная контрольная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения. Работа выполняется студентом вновь и сдается вместе с незачтенной работой на проверку этому же преподавателю.


Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, возвращается без проверки. В случае возникновения проблем при выполнении контрольной работы следует обращаться к преподавателю за консультацией.

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа позволяет подвести черту под изучением дисциплины. Студенту необходимо самостоятельно (с консультациями преподавателя при необходимости) подготовить доклад с презентацией материалов по одной из предложенных тем. Презентация должна включать не менее 7 слайдов, оформленных в соответствие с общепринятыми стандартами (титульный лист, цель и задачи, нумерация слайдов и т.д.). На доклад отводится порядка семи минут. Представление доклада перед аудиторией (на занятии перед студентами свой академической группы) и его защита являются обязательными.
Выбор варианта контрольной работы производится с помощью приложенной таблицы в зависимости от двух последних цифр номера личного дела (шифра) студента (указан в зачетной книжке). 

В таблице по горизонтали «Б» размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых – последняя цифра шифра студента.

По вертикали «А» также размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых определяет клетку с номером варианта контрольной работы обучающегося.

	А

           Б
	Последняя цифра шрифта

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Предпоследняя цифра
	0
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11

	
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	
	2
	2
	3
	4
	5
	7
	6
	8
	9
	10
	12

	
	3
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	1
	2

	
	4
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	
	5
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	1
	2
	3
	4

	
	6
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	
	7
	16
	17
	19
	20
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	8
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	15

	
	9
	17
	18
	20
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8


Темы контрольной работы

1.1. Строение атома и оптическая спектроскопия . 
1.1. Спектр атома водорода 
1.2. Спектральные термы 
1.3. Строение атома водорода и водородоподобных ионов 
1.2. Методы атомной спектроскопии 
1.3. Абсорбционная атомная спектроскопия 
1.4. Эмиссионная атомная спектроскопия 
1.5. Рентгеновские методы . 
5.1. Рентгеновская спектроскопия 
5.2. Рентгеновская дифрактометрия . 
1.6. Методы масс-спектрометрии 
6.1. Классификация типов ионов 
6.2. Методы ионизации 
6.3. Характеристики масс-спектрометров и масс-спектро-метрических детекторов 
6.4. Метод вторичной ионной масс-спектрометрии .
6.5. Метод Фурье масс-спектрометрии 
7. Методы молекулярной спектроскопии 
7.1. Строение молекул и молекулярные спектры .
7.2. Вращательные спектры молекул .
7.3. Колебательные спектры молекул .
7.4. Электронные спектры молекул 
8. Аналитические методы спектроскопии .
8.1. Анализ однокомпонентных систем .
8.2. Анализ в условиях отклонений от закона Бугера - Бера .
Статистическая оценка результатов 
8.3. Анализ многокомпонентных дисперсных систем .
Модели Лорентц-Лоренца, Бругемана, Максвелл-Гарнетта 
9. Методы спектрофотометрии .
9.1. Основы дисперсионной спектрофотометрии .
9.2. Основы Фурье-спектрометрии .
10. Фотоакустическая спектроскопия 
11. Спектроскопия комбинационного рассеяния 
Теоретические основы 
11.1. Классическая теория комбинационного рассеяния 
11.2. Колебательные спектры комбинационного рассеяния .
11.3. Техника спектроскопии КР 
12. Фотолюминесцентная спектроскопия 
12.1. Приложения и техника люминесцентной спектроскопии 
13. Эмиссионная спектроскопия .
13.1. Теоретические основы 
13.2. Измерения эмиссионных характеристик материалов .
13.3. Эмиссионные характеристики кварцевого стекла легированного церием 
13.4. Эмиссионные характеристики ИК излучателя . 
14. Терагерцовая спектроскопия 
15. Калибровочные стандарты в спектрофотометрии 
15.1.Стандарты в атомно-абсорбционном анализе .
15.2.Стандарты в молекулярном абсорбционном анализе 
15.3. Стандарты в спектрометрии отражении .
15.4. Стандартизация измерений физических констант оптических материалов 
16. Термические методы анализа 
16.1. Термогравиметрия (ТГА) .
16.2. Дифференциальный термический анализ (ДТА) .
16.3. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) 
16.4. Синхронный термический анализ СТА (ДСК-ТГА) 
16.5. Дилатометрия .
16.6. Термомеханический анализ (ТМА) .
16.7. Динамический механический анализ (ДМА) .
16.8. Примеры применения термических методов анализа: 
16.9. Исследования наноматериалов методами термического анализа 
16.10. Температуропроводность и теплопроводность. Метод лазерной вспышки (LFA).
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Аналитические методы исследования поверхности
2. Сверхвысокий вакуум, загрязнения и очистка
3. Адсорбция на поверхности
4. Обратная решетка и дифракция электронов
5. Дифракция электронов низких энергий
6. Тепловые эффекты
7. Дифракция отраженных быстрых электронов
8. Рентгеноструктурый анализ
9. Рентгенофазовый анализ
10. Спектроскопия остовных уровней атомов
11. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
12. Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия
13. Оже-электронная спетроскопия
14. Ионно-нейтрализационная спектроскопия
15. Вторично-ионная масс-спектроскопия
16. Спектроскопия комбинационного рассеяния
17. Спектральная эллипсометрия
18. Основное уравнение эллипсометрии
19. Оптические схемы эллипсометров
20. Физические и технические основы метода непрерывного наноиндентирования
21. Области применения метода непрерывного наноиндентрования
22. Информация, получаемая методами непрерывного наноиндентирования, и ее интерпретация
23. Гранулометрический анализ коллоидных растворов
24. Понятие о наноструктурах и нанотехнологиях.
25. Физика, химия, техника в нанотехнологии.
26. Классификация современных средств исследования наноматериалов.
27. Направления совершенствования современной техники наноисследований.
28. Понятие о туннелировании.
29. Основы сканирующей туннельной микроскопии.
30. Конструкция и принцип работы учебного нанотехнологического оборудования “УМКА”.
31. Режимы работы сканирующего туннельного микроскопа.
32. Метод постоянного тока.
33. Метод постоянной высоты.
34. Спектроскопические измерения туннельного тока.
35. Отображение работы выхода.
36. Измерения локальной высоты барьера.
37. Определение качества острия СТМ-зонда.
38. Расчет токового разностного изображения.
39. Технология атомно-силовой микроскопии.
40. Физико-химические основы и оборудование АСМ.
41. Устройство и принцип работы учебного нанотехнологического оборудования “Nanoeducator” в режиме АСМ.
42. Ван-дер-Ваальсовы силы притяжения и силы отталкивания между кантилевером и наноматериалом.
43. Отображение рельефа в процессе контактного сканирования.
44. Метод постоянной высоты при АСМ-исследованиях
45. Метод постоянной силы при АСМ-исследованиях.
46. Режим работы АСМ-микроскопа по контактному методу рассогласования
47. Режим работы АСМ-микроскопа по методу латеральных сил.
48. Классификация динамических методов СЗМ.
49. Прерывисто-контактный ("полуконтактный") метод.
50. Бесконтактная методика СЗМ.
51. Принцип определения "модуляции амплитуды" и резонансной частоты кантилевера.
52. Многопроходные методы СЗМ.
53. Нанолитография.
54. Векторная и растровая наночеканка.
55. Электронная микроскопия в наноисследованиях.
56. Схема работы растрового электронного микроскопа.
57. Оптическая микроскопия в наноисследованиях.
58. Схема работы сканирующего оптического микроскопа ближнего поля.
59. Наноиндентирование.
60. Схема работы метода наноиндентирования.
61. Принцип действия нановесов.
62. Рентгеновская микроскопия для определения наноструктуры.
63. Анализ уширения дифракционных линий.
64. Определение химического состава наноструктур методом спектроскопии.
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Ковалевич, О. В.
	Коллоидная химия: учебник
	СПб.: Лань, 2003
	95

	Фомин, Д.В.
	Экспериментальные методы физики твердого
тела: учебное пособие
	Саратов: Вузовское
образование, 2017
	ЭБС

	Панова, Т.В.
	Современные методы исследования вещества.
Электронная и оптическая микроскопия:
учебное пособие
	Омск: Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016
	ЭБС

	Вознесенский, Э.Ф.,
Шарифуллин, Ф.С.
	Методы структурных исследований материалов.
Методы микроскопии: учебное пособие
	Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2014
	ЭБС

	Филимонова Н.И.,
Кольцов Борис
Борисович
	Методы исследования микроэлектронных и
наноэлектронных материалов и структур:
сканирующая зондовая микроскопия. Часть 1
	Новосибирск:
Новосибирский
государственный
технический университет
(НГТУ), 2013
	ЭБС

	1.2. Дополнительная литература

	Воронкина, М.А.
	Нанотехнологии и наноматериалы: учеб. пособие по англ. яз. для студентов техн. вузов
	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ,
2013
	48

	
	Физико-химия наноматериалов: учеб. пособие
	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ,
2016
	35

	Филимонова, Н.И.,
Величко, А.А.
	Методы электронной микроскопии: учебное пособие
	Новосибирск: СибГУТИ, 2016
	ЭБС

	Величко, А.А.,
Филимонова, Н.И.
	Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур. Часть
II: учебное пособие 
	Новосибирск:
Новосибирский
государственный
технический университет,
2014
	ЭБС

	Шубин, И.Н., Блинов,
С.В.
	Диагностика физико-механических
характеристик наноматериалов. Часть 2: учебное пособие 
	Тамбов: Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ, 2015
	ЭБС

	Гельфман, М.И.,
Ковалевич, О.В.
	Коллоидная химия
	Лань, 2017
	ЭБС
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